TLW 813

Messtechnik und Industrielle Elektronik

TESTSYSTEM FUR LASTWECHSEL-
FESTIGKEIT VON HALBLEITERMODULEN

Mit Hilfe des Testsystems TLW 813
soll das Verhalten von IGBT- und
MOSFET-Modulen sowie Dioden
bei wechselnder Last und Sperr-
schichttemperatur der Bauele-
mente in einem Langzeit-Versuch
untersucht werden.

Bei diesem Test wird ein hoher
Durchlassstrom abwechselnd ein-
und ausgeschaltet, so dass sich pe-
riodisch hohe Anderungen der
Temperatur und des Temperatur-
gradienten im Inneren des Testob-
jekts ergeben.

Bei langer Dauer dieser Beanspru-
chung koénnen sich am Halblei-
terelement Veranderungen erge-
ben, die sich im Durchlassspan-

nungsabfall, im inneren Warmewi-
derstand und im Verlust der Gate-
Steuerbarkeit aufern (Beschadi-
gung der L6étung, Lésung von Bon-
dungen).

Die Bedienung der Anlage erfolgt
Uber einen integrierten PC, der mit
der SPS- Steuerung Uber eine
Netzwerkschnittstelle  verbunden
ist.

Die SPS steuert den Versuchsab-
lauf und zeichnet Messdaten auf.
Wird die Verbindung zwischen SPS
und der Software auf dem PC wah-
rend eines aktiven Versuches ge-
trennt, setzt sich die Datenauf-
zeichnung auf der SPS fort. Bei er-
neuter Verbindung wird der Puffer
auf den PC Ubertragen.
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Merkmale

¢ Laststromerzeugung bis 800 A

e Messstromquelle bis max.
1.000 mA

e Temperaturmessung an 18 Prif-
platzen und 3 Strangtemperatu-
ren

e Steuerung zur automatischen
Durchfihrung von Dauerversu-
chen und Aufzeichnung der Da-
ten

o Inkl. Netzwerk-Schnittstelle zur
Fernbetrachtung der Versuchser-
gebnisse

Anwendungen

¢ Thermische Langzeituntersu-
chungen zum Verhalten von Dio-
den, IGBT- und MOSFET-Modu-
len



Technische Daten TLW 813

Bereich Auflésung Genauigkeit
Temperaturlastwechselmessung
Parameter
Gate-Spannung -25 bis 25V 1TmV + 50 mV
Laststrom 20 bis 800 A 0,1A + 5% v. Sollwert £ 16 A
Lastdauer 0,3 s bis 10.000 s 0,005 s + 1% v. Sollwert £ 1 ms
Im Bereich 1-200 mA:
Messstrom 1 bis 1.000 mA 1 mA J"Igi;‘;iciog‘g% ffnzA
+ 0,5% v. Sollwert £10 mA
Las'\t"pisss":r(ﬁ’g‘f_r::fa ng) 10 bis 500 ms 1ms +1ms
Messverzogerung Mess- 100 bis 900 pis 1us £1ps + 120 s
phase (Mp MAnfang)
Messung
Gate-Spannung -25 bis 25V 1mV +62,5mV
Gate-Strom 1 bis 100 YA 0,1 uA 110?/1" (‘,’/fvmomel\jzz‘;;fgth
Laststrom 20 bis 1.000 A 0,1A + 0,5 % v. Messwert 16A
Temperatur 0 bis 200 °C 0,1°C t0.1% \;ognol\cllesswert
Durchlassspannung Vum -4 bis +4 V 0,1 mV £0,5% ZOSmmI\\/I/esswert
Durchlassspannung Vr 0 bis +10 V 1mV £0,5% Zosmml\\/l/esswert
Netzanschluss 3 x400 V ~ 50/60 Hz
Netzanschluss PC 230 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max. 31 kW (bei 5 Lastnetzteilen)
Netzsicherung abhangig vom Laststrombereich 32 bis 63 A
GrundgeréE ca. 1.200 x 1.700 x 900 mm
Abmessungen BxHx T Bendtigte Hohe flir Offnen der Schutzhaube ca. 2.250 mm
Breite mit Monitor seitlich ca. 1.700 mm
Gewicht ca. 360 kg
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